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Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue
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1 Domaine d’application

2 Références normatives

Dispositifs à semiconducteurs – Méthodes d'essais mécaniques et climatiques –
Partie 4: Essai continu fortement accéléré de contrainte de chaleur humide (HAST)

3 Généralités

Essais climatiques et de robustesse mécanique – Partie 2: Essais – Essai Ca: Essai continu de
chaleur humide.
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